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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-18: Testing and measurement techniques —
Damped oscillatory wave immunity test

FOREWORD

this end and in addition to other activities, IEC publishes International
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides

governmental organizations liaising with the IEC also part|C|pate i
with the International Organization for Standardization (ISO
agreement between the two organizations.

interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recom and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonakb \ re that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be 3 the way in which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

the latter.

IEC itself does nof _provide
assessment serw i
services carried out by i

AttentionN { ative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensabte_forthe sorreef application of this publication.

Attention is drawl possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shail not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This consolidated version of IEC 61000-4-18 consists of the first edition (2006)
[documents 77B/517/FDIS and 77B/522/RVD] and its amendment 1 (2010) [documents
77B/604/CDV and 77B/633/RVC]. It bears the edition number 1.1.

The technical content is therefore identical to the base edition and its amendment and
has been prepared for user convenience. A vertical line in the margin shows where the
base publication has been modified by amendment 1. Additions and deletions are
displayed in red, with deletions being struck through.
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International Standard IEC 61000-4-18 has been prepared by subcommittee 77B: High
frequency phenomena, of IEC technical Committee 77: Electromagnetic compatibility.

It forms Part 4-18 of IEC 61000. It has the status of a basic EMC publication in accordance
with IEC Guide 107, Electromagnetic compatibility — Guide to the drafting of electromagnetic
compatibility publications.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendments will
remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publicatio this date, the
publication will be

* reconfirmed,

* withdrawn,

* replaced by a revised edition, or

* amended.
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INTRODUCTION
This standard is part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits

Immunity limits (in so far as they do not fall under™t
committees)

of the product

Part 4: Testing and measurement techniques

Testing techniques
Part 5: Installation and mitigation guida

Installation guidelines

This parths_an 'e
related to damyped
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-18: Testing and measurement techniques —
Damped oscillatory wave immunity test

1 Scope and object

This part of IEC 61000-4 relates to the immunity requirements and test methods for electrical
and electronic equipment, under operational conditions, with regard to:

a) repetitive damped oscillatory waves occurring mainly in power,

b) repetitive damped oscillatory waves occurring mainly in pox

The object of this basic standard is to establish th
reference for evaluating in a laboratory the perform
intended for residential, commercial and indu
intended for power stations and substati

As also stated in Guide 107, the IEC product colmi 8 S e-for determining whether this |mmun|ty
test standard should be applied or not, and if apphed th a ponsible for determmmg the appropnate test

The purpose of this sta

— test voltage and cul

— ranges of te @

— test setup;
— test proce

immunity of an equiprrent or system against a defined phenomenon.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050(161): International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro-
magnetic compatibility

IEC 61000-4-4: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-4: Testing and measurement
techniques — Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 61000-6-6: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-6: Generic standards — HEMP
immunity for indoor equipment
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-18: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité a I’'onde oscillatoire amortie

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nati

organisations mternanonales gouvernementales et non gouvernel
également aux travaux La CEI collabore étroitement avec IOr 5

a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou

mandataire s particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités

guelgue Mature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les codts (y compris les frais
S ‘1‘. ses découlant de la publlcatlon ou de l'utilisation de cette Publication de la CEl ou de
reati El, ou au crédit qui lui est accordé.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I’objet de droits de brevet. La CEI ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

Cette version consolidée de la CEI 61000-4-18 comprend la premiére édition (2006)
[documents 77B/517/FDIS et 77B/522/RVD] et son amendement 1 (2010) [documents
77B/604/CDV et 77B/633/RVC]. Elle porte le numéro d'édition 1.1.

Le contenu technique de cette version consolidée est donc identique a celui de I'édition
de base et a son amendement; cette version a été préparée par commodité pour
I'utilisateur. Une ligne verticale dans la marge indique ou la publication de base a été
modifiée par I'amendement 1. Les ajouts et les suppressions apparaissent en rouge, les
suppressions sont barrées.
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La Norme internationale CEl 61000-4-18 a été établie par le sous-comité 77B: Phénomeénes
haute fréquence, du comité d'études 77 de la CEl: Compatibilité électromagnétique.

Elle constitue la Partie 4-18 de la norme CEI 61000. Elle a le statut de publication fondamen-
tale en CEM conformément au Guide 107 de la CEIl, Compatibilité électromagnétique — Guide
pour la rédaction des publications sur la compatibilité électromagnétique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de ses amendements ne sera
pas modifié avant la date de stabilit¢é indiquée sur le site web de la CEI sous
"http://webstore.iec.ch"” dans les données relatives a la publication recherchée. A cette date,
la publication sera

* reconduite,

* supprimée,

* remplacée par une édition révisée, ou

* amendée.

IMPORTANT - Le logo "colour inside" qui se(tr

publication indique qu'elle contient’des ¢
une bonne compréhension de son cQntequ®
imprimer cette publication en utilisant\yne
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INTRODUCTION

La présente norme fait partie de la série des normes 61000 de la CEl, selon la répartition
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Description de I'environnement
Classification de I'environnement

Niveaux de compatibilité
Partie 3: Limites
Limites d'émissions

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne foOmbent pa

comités de produits)

5 la~fesponsabilité des

Partie 4: Techniques d'essai et de mges

Techniques de mesure
Techniques d'essais

Partie 5: Directives d'ins

Guide d'installation
Méthodes et dispog

Partie 6: Norme
Partie 9: Divers

Chaque partie est g bdivisée en plusieurs parties, publiées soit comme normes
ales\soit comme specifications techniques ou rapports techniques, dont certaines ont
déja étépubliee c e sactions. D'autres seront publiées avec le numéro de partie, suivi d'un
3 d numéro identifiant la subdivision (exemple: 61000-6-1).

La présente partie €st une norme internationale qui donne les exigences d'immunité et les
procédures d’essai relatives aux ondes oscillatoires amorties.
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-18: Techniques d'essai et de mesure —
Essai d'immunité a I'onde oscillatoire amortie

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEI 61000-4 traite des exigences en matiére d'immunité et des
méthodes d'essai des matériels électriques et électroniques da
d'exploitation, vis-a-vis:

a) des oscillations transitoires amorties répétitives se manifest
cables d’alimentation, de commande et de signal installés
moyenne tension (HT/MT);

b) des ondes oscillatoires amorties répétitives se produjsa

une référence commune pour I'évalugti
électriques et électroniques destinés
industrielles, ainsi que d'équipements
échéant.

dans le Guide 107, les comités de produits de la CEI

les comités de produits de Ig
I on cette norme d’essai d'immunité et, si c’est le cas,

sont responsables de déter

il leur incombe de détgrmin v Bssaiet Ie criteres de performance appropriés. Le comité d'études 77
et ses sous-comité Rt pré omités de produits a I’évaluation de la valeur des essais
d’immunité particulie gur Ie

— procédure d'essar.

Cette norme a pour objet d'établir une référence commune dans le but d'évaluer I'immunité
des matériels électriques et électroniques, quand ils sont soumis aux ondes oscillatoires
amorties. La méthode d'essai documentée dans cette partie de la CEI 61000 décrit une
méthode logique en vue d'évaluer I'immunité d'un équipement ou d'un systéme vis-a-vis d'un
phénoméne donné.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la derniere édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).
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CEI 60050(161): Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) - Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CEI 61000-4-4: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-4: Techniques d'essai et de
mesure — Essais d'immunité aux transitoires électriques rapides en salves

CEI 61000-6-6: Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 6-6: Normes génériques —
Immunité contre 'EMN-HA pour les appareils situés a I'intérieur des batiments
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